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Abstrakt:
Tato prace se zabyvd zkoumanim vzorku zlatinky z Jilového u Prahy pomoci
elektronového mikroskopu. Béhem analyz a studia povrchu materidlu bylo zjisténo,
Ze se nejednd o zlato, nybrz o slou¢eninu kifemiku, zZeleza, drasliku a titanu.

1 Uvod

Pti védecké praci, ale i jiné praxi Casto potfebujeme pozorovat piedméty pouhému oku
neviditelné. N¢kdy potfebujeme pozorovat vnitini strukturu materidlii, pro tento ucel ndm slouzi
mikroskopy.

Lidské oko nemuze rozeznat predmét nebo jeho detail, jestlize je zorny uhel mensi nez 1'.
Mikroskop je zafizeni, které umoZnuje zorny thel opticky zvétsit a tak pozorovat i velmi malé
predméty.

Mikroskopy podle zafeni, které se vyuzivd k zobrazovani predméti na optické a
elektronové. Optickym mikroskopem dosdhneme maximalniho zvétSeni asi pouze 2000x, coZ je
dano vinovou délkou svétla. Naproti tomu ndm umoznuji nejlepsi elektronové mikroskopy takového
zvétSeni, Ze muzeme rozlisit i jednotlivé atomy.

Zékladni typy elektronovych mikroskopti:
- Transmisni elektronovy mikroskop
- Rastrovaci elektronovy mikroskop

Rastrovaci elektronovy mikroskop pracuje s tenkym svazkem elektronii, ktery dopada
postupné na vSechna mista zorného pole. Odrazeny paprsek se prevadi na viditelny obraz.
K mikroskopu lze pfipojit zafizeni k analyze sloZeni zkoumanych vzorkii — v naSem piipadé
energiov¢ disperzni analyzator.

Pfi interakci elektronli s povrchem sledovaného vzorkuvznikd celd fada druhii zafeni. Tato
zéfeni jsou detekovdna a na zdklad¢ toho se tvoii rGzné typy obrazu, které ndm poskytuji o
zkoumaném vzorku riizné informace. NejtypiCtéjsi je obraz v sekundérnich elektronech a ve zpétné



odrazenych elektronech. Pfi interakci vznikajictho RTG zarfeni se vyuzivd k analyze chemického
sloZeni vzorku v misté dopadu svazku.

Pti nasi védecké praci jsme méli mozZnost pracovat s rastrovacim elektronovym mikroskopem, déle
(R.EM.) JEOL JSM 5510LV, ktery vlastni Katedra materiala FJFI CVUT. Tento mikroskop
umoznuje pozorovat vzorky s maximalnim zvétSenim ptiblizné¢ 30 000x.
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Obr.1 Schéma rastovaciho elektronového mikroskopu

2 Zkoumani zlatinky z Jilového u Prahy

Jak jsme vzorek ziskali

Jeden z ¢lenti naSeho tymu se kdysi ddvno zucastnil exkurze do hornického muzea v Jilovém u
Prahy, kde mu bylo po zaplaceni ,,mensiho* financniho obnosu umoZznéno nejen si prohlédnout ¢ast
sbirek, ale také vyzkouset si jak se zlato ryzuje. VytéZzil tak nékolik Supinek zlaté se tipyticich, ve
zlatokupeckych okruzich zvané zlatinky, a my jsme poftidili nékolik snimkd.
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Obr.4 Snimek loupajici se vrstvy zlatinky Obr.5 Snimek detailu zlatinky

Po nasnimkovani zkoumaného vzorku jsme pfikrocili k analyze sloZeni pomoci RTG zafeni.
Blizsi zkoumani a analyza prokazaly, Ze se vzorek skldda pievazné ze Zeleza, kiemiku a drasliku.
Vysledek miiZete vidét na obr. 6.
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Obr.6 Analyza vzorki. Barevné nevyplnénd oblast je spektrum cistého zlata, cern¢ vyplnéna
oblast je spektrum zkoumaného vzorku z Jilového. (osa x — energie v keV; osa y — Cetnost
odraZzenych elektronti o dané E)



3 Shrnuti

Analyzou bylo prokdzano, ze zkoumany vzorek zlato neobsahuje, coz se projevilo i pfi
makroskopickém pohledu - vzorek byl svétlejsi nez pravé zlato a loupal se.

Rastrovaci elektronovy mikroskop se da pouzit také ke zjiStovani stavby, struktury a
poskozeni riznych kovi. Napiiklad k zjiStovani trhlin v parovodnim potrubi, zkoumdni pficin
poskozeni a vzniku téchto trhlin.
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